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Caracterizacion Mineraldgica de Arcillas Geologicas

mediante DRX Sincrotron y Refinamiento Rietveld:

Aportes a la Identificacion de Fuentes de Materiales
Ceramicos Arqueologicos.

Thursday, 18 December 2025 09:45 (15)

Fueron investigadas muestras geoldgicas de arcilla de los valles de Chicama, Vira y
Moche para determinar su composicién mineralégica y compararla con la de
ceramicas prehispanicas previamente estudiadas. De esta forma se pretende
contribuir con la identificacién de posibles fuentes de materia prima utilizadas en
la produccioén ceramica y asi construir una base de datos mineraldgica para
estudios de procedencia.

La caracterizacién se realiz6 mediante difraccion de rayos X (DRX), empleando
radiacién convencional y radiacion sincrotrén, esta tltima permitiendo obtener
difractogramas de alta resolucion, mejorando la capacidad de identificar fases
cristalinas. Los analisis cualitativos y cuantitativos se realizaron a través de
métodos especializados, entre ellos el método de Rietveld. Los resultados
evidenciaron un alto contenido de cuarzo (>40%); también fueron identificados
fases de arcilla. Las medidas de DRX con radiacién sincrotrén y el analisis con
refinamiento Rietveld permitieron una alta precision en la caracterizacion de las
muestras, aportando informacion sobre la procedencia de las arcillas utilizadas en
ceramicas prehispanicas, esencial para futuros estudios orientadas hacia la
restauracion y conservacion del patrimonio cultural.

Esta investigacion fue financiada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Resolucién Rectoral No 006081-2023-R/UNMSM del 12 de mayo del 2023. Cédigo
de proyecto B23130811).
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